
QMC 920  -  Análise Direta de Sólidos 
[45 horas/03 créditos] 

 

Ementa da Disciplina 

Conceitos básicos e aspectos metodológicos sobre espectrometria de absorção 

(AAS) e emissão atômica (ICP OES) e espectrometria de massa (ICP-MS) 

aplicados a análise direta de sólidos. Características da análise direta de sólidos. 

Validação de métodos de análise direta de sólidos. 

 

Programa Detalhado 

I. Aspectos gerais da análise direta de sólidos: 

Desenvolvimento da técnica de análise direta de sólidos empregando a 

espectrometria atômica. Características da análise por espectrometria atômica 

empregando soluções, suspensões e sólidos. Preparo da amostra para análise 

direta de sólidos. Aspectos relacionados com a homogeneidade da amostra. 

Calibração na análise direta de sólidos. Sensibilidade, limites de detecção e 

quantificação, exatidão e precisão. 

 

II. Análise direta de sólidos por espectrometria de absorção atômica: 

Características dos espectrômetros de absorção atômica empregados para 

análise de sólidos. Atomização com chama e forno de grafite. Sistemas para 

introdução da amostra na chama e no forno de grafite. Uso de modificadores 

químicos em análise de sólidos. Interferências espectrais e não-espectrais da 

espectrometria de absorção atômica aplicada à análise direta de sólidos. 

Corretores para absorção de radiação não específica. Aplicação da técnica. 

 

III. Análise direta de sólidos por espectrometria de emissão óptica e 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado: 

Aspectos gerais sobre o emprego das técnicas de ICP OES e ICP-MS para a 

análise direta de sólidos, suspensões e soluções. Acoplamento de vaporizadores 

eletrotérmicos (ETV) e laser à técnica de ICP OES e ICP-MS. Características do 



transporte de vapor atômico até o plasma. Uso de modificadores químicos em 

ETV. Interferências espectrais e não-espectrais nas técnicas de ETV-ICP OES e 

ETV-ICP-MS aplicada à análise direta de sólidos. Outros dispositivos para a 

introdução de amostras sólidas e suspensões no plasma. Aplicação das técnicas. 
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